Técnico Superior SGIKER (Raman. Multiespectroscopias

acopladas) Grupo 1
Categoria Profesional: Técnico Superior SGIKER
Especialidad:
Especialidad propuesta Raman. Multiespectroscopias acopladas

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO
Requisito b) de la Base sequnda:

e Doctorado
e Ingenieria o Grado equivalente.

FUNCIONES:

1. Mantenimiento del microscopio electrénico de barrido y sus accesorios en condiciones de
trabajo

2. Mantenimiento del microscopio 6ptico acoplado al espectrometro Ramany sus accesorios
en condiciones de trabajo.

3. Responsabilizarse de la puesta a punto de nuevas técnicas y accesorios que se vayan
integrando en el microscopio electrénico existente o en equipos de nueva adquisicion

4. Responsabilizarse de la puesta a punto de nuevas técnicas y accesorios que se vayan
integrando en el microscopio éptico acoplado al espectrometro Raman existente o en equipos
de nueva adquisicion.

5. Desarrollo de nuevas aplicaciones y captacion de servicios externos a la UPV/EHU.

6. Fomento de la colaboracion entre los contratantes del servicio si eso redundara en una
mejora de los resultados obtenidos de los analisis que se realizaran en el Laboratorio Singular
de (Multiespectroscopias) Acopladas (LASPEA).

TEMARIO.

RAMAN

1) 1. PRINCIPIOS DE ESPECTROSCOPIA. Naturaleza de la radiacion
electromagnética (ondas y fotones). Parametros y propiedades de la radiacion
electromagnética. Ecuacion de Planck. Espectro electromagnético y regiones
espectrales. Interaccion radiacién-materia. Métodos O&pticos y métodos
espectroscopicos. Absorcion. Transmision. Emision. Difraccion. Refraccion.
Reflexion. Dispersion. Polarizacion. Diagrama de niveles energéticos
moleculares. Ley de distribuciébn de Boltzman. Transiciones energéticas.
Principales técnicas espectroscépicas.

2) 2. FUNDAMENTOS DE MICROSCOPIA OPTICA. Principios basicos de

Optica geométrica aplicados a la microscopia. Componentes basicos de un



3)

4)

5)

6)

7)

microscopio optico. ElI microscopio compuesto y la formacion de iméagenes.
Aumento. Apertura numérica. Profundidad de foco. lluminacion. Contraste.
Limite de resolucion y poder resolutivo de los instrumentos Opticos.
Aberraciones de los sistemas opticos y su correccion. Concepto de confocalidad.
3. ESPECTROSCOPIA ROTO-VIBRACIONAL. Vibracionales moleculares.
Oscilador armonico y no armonico. Modos de vibracion. Acoplamientos
vibracionales. Fonones. Reglas de seleccién en espectroscopia vibracional.
Momento dipolar. Polarizabilidad. Modelo clasico y modelo cuantico de
vibracion. Teoria de grupos y tablas de caracteres. Principio de exclusion
mutua y generalizaciones. Rotaciones moleculares. Bandas de rotacion puray
bandas rotovibracionales. Rotor rigido. Reglas de seleccidn en espectroscopia
rotacional.

4. ESPECTROSCOPIA INFRARROJA. Proceso de absorcion de radiacion
infrarroja. Regiones espectrales (NIR, MIR y FIR). Intensidad de las bandas de
absorcion. Sobretonos y bandas de combinacion. Forma y ancho de las bandas.
Ley de Beer-Lambert.

5. INSTRUMENTACION/MEDIDA EN ESPECTROSCOPIA INFRARROJA.
Componentes béasicos de un espectrémetro IR. Fuentes. Selectores de longitud
de onda. Detectores. Configuraciones instrumentales. Interferémetro.
Transformada de Fourier. Medidas en transmision. Medidas en reflexion.
Reflectancia total atenuada. Reflectancia difusa. Microscopia IR. Métodos de
preparacion de muestras sélidas y liquidas.

6. ESPECTROSCOPIA RAMAN. Dispersion Rayleigh. Efecto Raman. Raman
Stokes y Anti-Stokes. Espectro Raman. Desplazamiento Raman. Modelo
ondulatorio y modelo cuéntico de la dispersion Raman y Rayleigh. Intensidad
de una banda Raman. Seccion eficaz (absoluta, diferencial y relativa). Relacion
de despolarizacion Raman.

7. INSTRUMENTACION/MEDIDA EN ESPECTROSCOPIA RAMAN.
Componentes basicos de un espectrometro Raman. Laseres. Excitacién UV,
visible y NIR. Reacciones de fotodescomposicion. Espectrometros dispersivos.
Espectrometros FT-Raman. Geometria convencional. Sondas de fibra oOptica.
Microscopia Raman. Filtros. Excitacion cercana. Dispositivos de colocacion de

muestras. Ensayos automatizados. Sefial-ruido. Fondo de fluorescencia.



8) 8. TECNICAS AVANZADAS DE ESPECTROSCOPIA RAMAN. Optica
flexible. Lé&seres sintonizables, pulsados y de doble frecuencia. Resonancia
Raman. Espectroscopia Raman de superficie mejorada (SERS). Microscopia de
fuerza atdémica. Espectroscopia Raman de punta mejorada (TERS).
Espectroscopia Raman no lineal (NLRS). Espectroscopia Raman de pinzas
Opticas (OTRS). Espectroscopia Raman compensada espacialmente (SORS).
Transmision Raman. Analisis Raman polarizado. Actividad Optica Raman
(ROA). Técnicas acopladas. Tecnicas resueltas espacialmente. Medidas a altas
temperaturas y altas presiones.

9) 9. EXTRACCION DE INFORMACION ANALITICA DE UN ESPECTRO IR
Y RAMAN. Técnicas habituales de procesado espectral. Ajuste de curvas.
Analisis cualitativo de espectros. Elucidacion estructural. Empleo de bases de
datos. Quimiometria basica. Analisis de componentes principales. Técnicas de
clasificacion. Analisis cuantitativo univariante. Andlisis cuantitativo
multivariante.

10) 10. IMAGEN IR Y RAMAN. Mapeo punto a punto. Técnicas de imagen.
Perfiles de profundidad. Iméagenes hiperespectrales. Analisis univariante y
multivariante. Preprocesado del hipercubo. Procesado del hipercubo.
Procesado de imagen.

11)11. APLICACIONES DE LA ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL.
Geologia/Mineralogia/Gemologia. Polimeros. Semiconductores.
Nanotecnologia. Bioandlisis. Aplicaciones industriales. Catélisis. Productos
farmacéuticos.  Electroquimica.Andlisis  forense.  Patrimonio cultural.
Medioambiente y contaminacién. Investigacidn espacial.

12)12. FUNDAMENTOS DE MICROSCOPIA ELECTRONICA. Principios
generales de Optica fisica aplicados a la microscopia electronica. Estructura
general y componentes de los microscopios electrénicos. Tipos de cafiones de
electrones. Sistemas generadores de vacio. Mantenimiento basico de un
microscopio electronico. Interacciones de los electrones acelerados con las
muestras. Estructura interna y aplicaciones de los microscopios electrénicos de
barrido (SEM). Microscopia electronica de barrido de presion variable.
Procesado y preparacion de muestras para microscopia electronica.

13)13. MICROANALISIS POR DISPERSION DE ENERGIAS DE RAYOS-X

(EDS). Rayos X caracteristicos. Absorcion. Probabilidad y volumen de



interaccion. Rendimiento de fluorescencia. Analisis cualitativo y cuantitativo.
Efecto matriz y correccion. Caracteristicas analiticas y aplicaciones.

14)14. CALIDAD. Concepto de calidad. Sistemas de gestion de la calidad: 1SO
9001 e ISO 17025. Buenas practicas de laboratorio. Cartas de Servicio.
Auditorias.

15)15. CONCEPTOS DE ANALISIS INSTRUMENTAL. Disefio de un método
analitico. Métodos de calibracion. Estadistica basica. Regresion y correlacion.
Validacion de un método espectroscopico. Parametros analiticos: Sensibilidad,
limite de deteccion, limite de cuantificacion, linealidad e intervalo dinamico,
precision, exactitud, repetitividad, reproducibilidad, robustez, recuperacion,
selectividad, especificidad. Tipos de error. Incertidumbre de medidas analiticas
Criterios de rechazo.

16)16. TRABAJO Y SEGURIDAD EN EL LABORATORIO. Preparacion de
disoluciones. Muestreo y pretratamiento de muestra. Reacciones quimicas.
Métodos de limpieza y eliminacion de residuos. Orden, limpieza, color vy
sefializacion. Factores de riesgo. Medidas de prevencién y proteccion. Trabajo
con laseres. Proteccién de maquinas. Proteccion personal. Actuaciones en casos
de accidente. Primeros auxilios.

17) Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Hombres y Mujeres: objeto y fin de la
norma. Principios generales. Medidas para promover la igualdad en la normativa y

actividad administrativa
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